
传传传传传传传传传传传传传感感感感感感感感感感感感感器器器器器器器器器器器器器及及及及及及及及及及及及及
非非非非非非非非非非非非非电电电电电电电电电电电电电量量量量量量量量量量量量量检检检检检检检检检检检检检测测测测测测测测测测测测测技技技技技技技技技技技技技术术术术术术术术术术术术术

　　!　"　#　$　%　&

　　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

'３８( '７)

２０１５*７+　

��z�v��犛狅犆¦¥~��'�#$¬�,-

�　�

１，２
　C��

１

（１．@a×twx'*,AIuvwx[　BC　４２１００１；２．BCDE'*$�G&'[　BC　４２１００２）

0　1

：
[xCï¶%&hU@�Ø#?`

，
RxSTÉy\_�bDù@^íCQ]Ã

，
¢1xÖ��=^í#$

@ＳｏＣ�À�#.ÿíAB

。
YAB4b[A�`5��é^í>½~

，
u^5�@^í>½~I½n^í

，
[ＳｏＣ

@)*q²ef�=4Û

，
b^í@û7ëü�Ô¨\#?

，
ef^í@ÿ�¨\

。
[#.^_`

，
[^í

、
À�¾Ë

,4§HEFCÄ@ST'efÿí

，
1:1UÉ\_�bDù@A�Ìq^G@Uc

。
[ＩＴＣ’０２fH!OØ@

hiOPlp

，
ýZ~

［２］%&

，
YAB[VoA�G��@ç8

，
èＣＰＵèk89DÞ�p!１０．３３％，è#.nk

89DÞ�p!１１．１４％。

234

：
xCï¶Ù`

；
�=^í

；
�Ø#?

；
�À�#.ÿí

56789

：ＴＰ３９１．７　　:;<=>

：Ａ　　?@<+AB78C>

：５２０．３

犕狌犾狋犻狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犪狀犱犾狅狑狆狅狑犲狉狋犲狊狋狊犮犺犲犱狌犾犻狀犵犿犲狋犺狅犱犳狅狉

犛狅犆犻狀犱犲犲狆狊狌犫犿犻犮狉狅狀狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔

ＪｉａｏＧｅ１
，２
　ＦａｎＳｈｕａｎｇｎａｎ

１

（１．ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＥｌｅｃｔｒｉａｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＨｕｎａｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｒａｆｆｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｈｅｎｇｙａｎｇ４２１００１，Ｃｈｉｎａ；

２．ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅ，ＨｅｎｇｙａｎｇＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｈｅｎｇｙａｎｇ４２１００２，Ｃｈｉｎａ）

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＳｙｓｔｅｍｓｏｎＣｈｉｐｉｍｐｌｅｍｅｎｔｅｄｗｉｔｈｄｅｅｐｓｕｂｍｉｃｒｏｎ，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｏｌｖｅｄｕｅｔｏｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ

ｉｎｄｕｃｅｄｂｙｐｒｏｃｅｓｓｖａｒｉａｔｉｏｎ，ｐｒｏｐｏｓｅｄａＭｕｌｔｉＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｎｄＬｏｗＰｏｗｅｒＴｅｓｔＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅｍｅｔｈｏｄ

ａｄｏｐｔｅｄｔｏｂｕｉｌｄｍｕｌｔｉｐｌｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｅｎｓｏｒｉｎｔｈｅｃｈｉｐ，ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｅｎｓｏｒｔｏｓｅｎｓｅｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆ

ｔｈｅｂｕｉｌｔｉｎ，ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｉｎｔｈｅｃｏｒｅｐａｒｔｏｆＳｏＣ，ｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｖａｌｕｅｏｆｕｓｉｎｇｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｆｅｅｄｂａｃｋｔｏｔｈｅ

ｃｏｎｔｒｏｌｓｙｓｔｅｍ，ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｒｅｇｕｌａｔｉｏｎａｎｄｃｏｎｔｒｏｌ．Ｔｈｅｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇｔｅｓｔｓａｔｉｓｆｉｅｓａｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，ｐｏｗｅｒ

ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎａｎｄｂｕｓｂａｎｄｗｉｄｔｈｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ａｖｏｉｄｃｈｉｐｌｏｃａｌｏｖｅｒｈｅａｔｉｎｇ．ＥｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｒｅｓｕｌｔｓｏｎＩＴＣ′０２ｂｅｎｃｈｍａｒｋ

ｃｉｒｃｕｉｔｓｓｈｏｗｔｈａｔ，ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ［２］，ｔｈｅｍｅｔｈｏｄｃａｎｇｕａｒａｎｔｅｅｔｈｅｃｈｉｐｔｈｅｒｍａｌｓａｆｅｔｙａｔｔｈｅｓａｍｅ

ｔｉｍｅ，ｔｈｅａｖｅｒａｇｅＣＰＵｔｉｍｅｄｅｃｒｅａｓｅｄｂｙｍｏｒｅｔｈａｎ１０．３３％，ｔｈｅｔｅｓｔａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｉｍｅａｖｅｒａｇｅｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆ１１．１４％

犓犲狔狑狅狉犱狊：ｄｅｅｐｓｕｂｍｉｃｒｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；ｍｕｌｔｉｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ；ｓｙｓｔｅｍｏｎｃｈｉｐ；ｌｏｗｐｏｗｅｒｔｅｓｔｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ

　���)

：２０１４１２

１　D　　E

MEÙ`[)*;J@"�'

，
Rx¢7(í

、

p!À�

、
��Íg

，
V©²¤�]t

，
¶·Wê«xC

ï¶8�

。
±²«sß�ÛÍ!OZï%&@¡�

，
Û

Íí¾QRí@C¢7

，ＳｏＣ@#.WX]vIvÏ

1

。
xCï¶%&hU@�Ø#?`I[7À�¾7

?í@2m

，
±È7^¾\_�b

，
-.[#.^_`

wÔmæ

［１］。

>?@^í#.AB�4kG!65¡¢�ÔA�@

�½ef^í4¥

，
Éy#.=ÊÖ

、
ðñ&s

，
+z#$

@^íCHQ

。
Éy\_�bDù@^íCQ]Ã

，
�ª

#.ÿí[?]@^ípq5#.@ÛÜ%&�

，
#.Í

g]Ý7

。
±È

，
HQ

、
A,8vb^í��?®wHR

�I

。

ＳｏＣA�5q+#@^í%G!65¡¢[A�@�

½+#@^í-´\

，
RxVoA�#.@G��

，
fy�

^í@#.ÿíABvIv\îïP@��

［２］。
Z~

［２］

¢1xÖ��>n@�^í#.ÿí�B

，
YAB�ÍÖ

éfyZï1¶�³@?ï��¾G��@�Ígeí

÷

，
[#.^_`

，
A���^í>½~@���ª8aá

Öé>�@ÿíl

，
Y�BD4Û8��#.nk89

。

·７６·



　'３８(

,　-　.　%　/　0

Z~

［３］¢1xÖ�À�t�'@#.ÿíH³�B

，
Y�

BD4Û8¼n#.nk89¾ûÄÎ�

。
Z~

［４］ÉÊ

#.ÿí`+;I@��ûÄÎ�

，
àK4H³�E#.

Íg

。
Z~

［５］¢1xÖ�fyG$Ø½@ÂX<#.ÿ

í�B

，
[QV}#A�G��@ç8H³x#.nk8

9

。
U4@�^í#.ÿíABDQV[ò]@^ípq

5ef4Û@#.ÿí

［６９］，
ç8H³#.nk89

，
àU

VABhixÉ\_�bDù@^í°ñ

。

_µØ,WX

，
gZ¢1xÖ��=^í�À�#.

ÿíAB

，
[VoA�G��@ç8

，
D4Û8p!#.n

k89

（ｔｅｓｔａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｉｍｅ，ＴＡＴ）。

２　³´7�

[gZ`

，
WX@ST�u^Öé7Û@ＳＯＣ#.ÿ

íAB

，
Dç8EFz'３ét�CÄ

，
KLp!#.nk

89

：１）ÜÍ#.u^�é^í>½~[ＳｏＣ)*q²4

Û@û7^í-.[�]@^íý9

；２）¶ÿí#.��

@ËÀ�C«^ûs¯ëÀ�

；３）¶ÿí#.hxèk@

#.TWÃ\

（ｔｅｓｔａｃｃｅｓｓｍｅｃｈａｎｉｓｍ，ＴＡＭ）4§Csy

Ë,4§

。
�^í#.WX´zeÖ^Y³R�é#.[

Cç^íý9@ÿíWX

。

２．１　~���

A)Ûª

：
.]k犆lVＳｏＣA)@Ûª

，犆犻lVA)

犻（１≤犻≤狀），狀lVA)@�$

。

#.Ûª

：
.]k犜 lV#.@Ûª

，犜犻 lV#.

犻（１≤犻≤犿），犿lV#.�

。

ûs¯ëÀ�

：
�#.^_`��@ûs¦8À�ë

，

k犘狆犲犪犽＿ｍａｘ lV

。

#.^í

：
u^[ＳｏＣA�`5�@^í>½~I½

n^í

，
K)*q²ef�=4Û

，
b^í@û7ëÚR#

.^í

，
ü�Ô¨\#?

，
ef^í@ÿ�¨\

。
.]k

犜犲犿（犆犻）lVA)犆犻@#.^í

。

µy^ít�@#.ÿí

，
Öé#.nY[^ípq

@Ø � ¾ ' � 5 e f # .

，
#

：犜犲犿ｍｉｎ ≤ 犜犲犿（犆犻）≤

犜犲犿ｍａｘ，JY１+V

。犜犲犿ｍｉｎ lV^í'�

，犜犲犿ｍａｘ lV^

íØ�

。

Y１　#.t�CÄ{mæ^_

２．２　'���

ÛÍ!O@#.;Iµ"éA)ef

。
p!ＴＡＴû

jI@AB?�µ¦´D�@A)ef«f#.

，
L«f

#. =:A�`@�éÀD�þ

，
 ��-7@À�

。

#.�ó'^7@À� 2m!O@Ç$¾ÃD

，
¾© 

´Í}#!O@�Û

［１０］。
ûs¯ëÀ��#.^_`�

�@ûs¦8À�ë

。
JP!O«^ûs¯ëÀ�

，
?´

D ���ð¾©Q¤

。
±È

，
gZZ]@À�t�CÄ

]£J'

［１１］，
JY１+V

。

∑
狀

犻＝１

犘（犆犻）≤犘狆犲犪犽＿ｍａｘ犻 （１）

ó`

：犘（犆犻）lVA)犆犻@#.À�

。

２．３　y!����

NＴＡＭ 4§!�É>?@��-]!��R��

ＴＡＭ §í¾#.89Iÿí!�

，
[CqF#.ûÄ

Î�@ST'

，
èwＳｏＣ5q�A)@#.ÿí-9

:

。
#.ÿí[ÜÍ8íhxèk@ＴＡＭ4§Csy

#.Ë,4§

。
±È

，
gZZ]@Ë,§ít�CÄ]

£J'

：

∑
狀

犻＝１

犜犃犕（犜犻）≤犜犃犕ｍａｘ犻 （２）

ó`

：犜犃犕（犜犻）lV#.犜犻ðk@Ë,4§

。

３　#$¬�-

¢1xÖé©ª^í

、
À�¾#.Ë,§íIJ@#

.ÿí�B

，
Y�B4k5�^í>½~�=4ÛA)^

í

，
b^í@û7ëzRG��¦8^íë

，
u^4�oª

ÃI¨\"éA)@oªYÓ

，
·Ô@+4A)#.@Í

。

３．１　~�����Ð

ÚR#.ÿí�B@Öq!

，
ZïÖé4�oªÃk

I¨\A)@oª

。
Y4�oªÃÄú５�oª

：
�^

、
3

^

、
#.

、
;l¾@Í

，
]£J'

：

�^mæ

：
�A)@#.^ísy^íØ�8

（犜犲犿ｍａｘ

＜犜犲犿（犆犻）），ef�^mæ

，
JY１+V

。

3^ m æ

：
� A ) @ # . ^ í | y ^ í ' � 8

（犜犲犿（犆犻）＜犜犲犿ｍｉｎ），ef3^mæ

，
JY１+V

。

#.

：
A)[ç8EFz'３ét�CÄ8ef#.

：

犜犲犿ｍｉｎ ≤ 犜犲犿（犆犻）≤ 犜犲犿ｍａｘａｎｄ∑
狀

犻＝１

犘（犆犻）≤ 犘狆犲犪犽＿ｍａｘ

ａｎｄ∑
狀

犻＝１

犜犃犕（犜犻）≤犜犃犕ｍａｘ；

;l

：
�A)EFz'３éCÄþÖ8eê;loª

：

犜犲犿（犆犻）＜ 犜犲犿犿犻狀ｏｒ犘狆犲犪犽＿ｍａｘ ＜ ∑
狀

犻＝１

犘（犆犻）ｏｒ犜犃犕犿犪狓 ＜

∑
狀

犻＝１

犜犃犕（犜犻）；

@Í

：
A)犆犻@ÍÈ<#.

。

５�oªþ9@YÓJY２+V

。

·８６·



　　　　　　　　F　G 4

：
HI?JwK�ＳｏＣ�~L�MNO.7��>?

'７)

Y２　oªþ9@YÓ

３．２　-�t

34³

：
�#.ÿí^_Î48

，
.Z+4@A)H

my;loª

。
"éA)Z³Öé#.�Ò狋犲狊狋＿犳犾犪犵，Î

4#.;y１，y3;y０。ï�"þA)犆犻´�\@犜犃犕

§í犜犃犕（犜犻）。

ｄｏ｛

ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵 ＝０牔 （犜犲犿（犆犻）≤犜犲犿ｍｉｎｏｒ犘狆犲犪犽＿ｍａｘ ＜

∑
狀

犻＝１

犘（犆犻）ｏｒ犜犃犕ｍａｘ＜∑
狀

犻＝１

犜犃犕（犜犻））ｔｈｅｎ

Ｗａｉｔ：;l#.ÿí

；

　ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵 ＝ １ 牔 犜犲犿ｍｉｎ ≤ 犜犲犿（犆犻） ≤

犜犲犿ｍａｘｔｈｅｎ

ｔｅｓｔ：犜犻#.

；

　ｉｆ犜犲犿（犆犻）＞犜犲犿ｍａｘｔｈｅｎ

ｒｅｄｔ：�^mæ

；

　　ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵＝０牔犜犲犿（犆犻）＞犜犲犿ｍａｘｔｈｅｎ

　　ｇｏｔｏｒｅｄｔ；

　　 ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵 ＝ １ 牔 犜犲犿ｍｉｎ ≤ 犜犲犿（犆犻）≤

犜犲犿ｍａｘ牔∑
狀

犻＝１

犘（犆犻）≤犘狆犲犪犽＿ｍａｘ牔∑
狀

犻＝１

犜犃犕（犜犻）≤犜犃犕ｍａｘｔｈｅｎ

　　ｇｏｔｏｔｅｓｔ；

　　ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵＝０牔犜犲犿（犆犻）≤犜犲犿ｍｉｎｔｈｅｎ

　　ｇｏｔｏｗａｉｔ；

　　ｄｅｌｅｔｅ犜犻；

　　ｎｅｘｔ；

ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵＝１牔犜犲犿（犆犻）≤犜犲犿ｍｉｎｔｈｅｎ

3^mæ

；

ｉｆ狋犲狊狋＿犳犾犪犵＝１牔犜犲犿ｍｉｎ≤犜犲犿（犆犻）≤犜犲犿ｍａｘ

牔∑
狀

犻＝１

犘（犆犻）≤犘狆犲犪犽＿ｍａｘ牔∑
狀

犻＝１

犜犃犕（犜犻）≤犜犃犕ｍａｘｔｈｅｎ

ｇｏｔｏｔｅｓｔ；

　　 ｝ｗｈｉｌｅ犜犻＜＞ f

４　�QY�U7�

RxiogZ4kAB@4ÛÃ

，
akＩＴＣ’０２fH

ＳｏＣDh@ｐ９３７９１!Oef�¹hi

。ｐ９３７９１��H!

O`ß�ûs@!O

，
Äú３２é)

，
�`4１８éI6~

)

，１４éBC)

，
µ!O#.@QRí34�lÃ

。

gZ�B4k ＭＡＴＬＡＢBPhU

，
hik@ï�Ã

�³RklＢ５０４０#¬

，
5I８Ｇ，４)

，
j�２．７ＧＨｚ，4

kýZ~

［２］Õç@hi��

。ＳｏＣ#.fH@ÅÆ�¾

，

ÄÅ#.A)�$

、ＣＰＵ#.89

、
#.nk89{�p

!%l

。

l１@��R[ò]@^ípq６０～８０℃¾ ＴＡＭ

Ë,§íR６０@ST'

，
gZ�BýZ~

［２］+wÔ@û

HＴＡＴ¾ＣＰＵ89

。
Khi��´z¶1

，
gZ¢1@

#.ÿí�B±²A)�@qFＴＡＴp!%l]±þq

F

，
%Z~

［２］µ#.nk89@p!DÞ�１８．０９％；v

'ＣＰＵ89p!%l±²A)�@qFLp!

，
à�%

Z~

［２］µＣＰＵ89@p!DÞ�１６．４４％。

·９６·



　'３８(

,　-　.　%　/　0

L１　�QY�

（犜犲犿犿犻狀＝６０℃，犜犲犿犿犪狓＝８０℃，犜犃犕犿犪狓＝６０）

A

)

�

Z~

［２］AB gZAB ýZ~

［２］µ%

ＣＰＵ89 ＴＡＴ ＣＰＵ89 ＴＡＴ

ＣＰＵ89

p!%l

（％）

ＴＡＴp

!%l

（％）

５ ３６５ ５９９７４ ２８５ ５１９９５ ２１．９ １３．３

１０ ４１０ ６２１３３ ３２６ ５２３４２ ２０．５ １５．８

１５ ４２３ ６４２１７ ３４７ ５３８２７ １８．０ １６．２

２０ ４２９ ６８４６５ ３５５ ５６７８６ １７．２ １７．１

２５ ４４２ ７２７８９ ３７１ ５９９４３ １６．１ １７．６

３０ ４５７ ７３９４１ ３８９ ６０１３４ １４．９ １８．７

l２@��R[ò]@^ípq８０～１００℃¾ＴＡＭ

Ë,§íR６０@ST'

，
gZ�BýZ~

［２］+wÔ@û

HＴＡＴ¾ＣＰＵ89

。
Khi��´z¶1

，
gZ¢1@

#.ÿí�B±²A)�@qFＴＡＴp!%l]±þq

F

，
%Z~

［２］µ#.nk89@p!DÞ�４．２３％；v'

ＣＰＵ89p!%l±²A)�@qFLp!

，
à�%Z~

［２］µＣＰＵ89@p!DÞ�４．１９％。

L２　�QY�

（犜犲犿犿犻狀＝８０℃，犜犲犿犿犪狓＝１００℃，犜犃犕犿犪狓＝６０）

A

)

�

Z~

［２］AB gZAB ýZ~

［２］µ%

ＣＰＵ89 ＴＡＴ ＣＰＵ89 ＴＡＴ

ＣＰＵ89

p!%l

（％）

ＴＡＴp

!%l

（％）

５ １７７ ２９８７９ １６５ ２８９２０ ６．８ ３．２

１０ １８５ ３０７４３ １７４ ２９６７２ ５．９ ３．５

１５ １９３ ３１００７ １８３ ２９８４３ ５．２ ３．８

２０ ２０１ ３３０６８ １９４ ３１６４５ ３．５ ４．３

２５ ２１２ ３５８２４ ２０７ ３３９８６ ２．４ ５．１

３０ ２１９ ３６１５１ ２１６ ３４１７１ １．４ ５．５

YZ¢1@ＳｏＣ�=^í�À�#.ÿíAB[

ＴＡＭË,§íC�@ST'

，
Nl１¾l２@hi��

efµ%´z¶1

：

１）%Z~

［２］µ#.nk89@p!DÞ�１０．３３％，

µＣＰＵ89@p!DÞ�１１．１４％；

２）±²A)�@qF

，ＣＰＵ89p!%lp!

；

３）[^ípqR８０～１００℃8%^ípqR６０～８０℃8

+#w@ＣＰＵ89p!%l¾ＴＡＴ p!%lI�

，
U�±

R±²^í@37

，
EFt�CÄD«f@#.p!

。

５　Y　　Z

[ÛÍ!O#.A�

，
;I[�éÈ#=ef^íÈ

#¾#$

，
±È

，
�=^íÈ#¾#$34¾!�I@>

£

。
N�=4Û@A)^í@û7ëzRG��¦8^

íë

，
u^4�oªÃ¨\"éA)oªþ9@YÓ

，
¢

1xÖé*ªÉÊ^í

、
À�¾#.Ë,§íIJ@#.

ÿí�B

。
#.hilp

，
Y�BD4Û8p!Ë@#.

nk89

，
¢7#.@·YÃ

。

[\:;

［１］　 ＡＧＨＡＥＥＮ，ＰＥＮＧＺ，ＥＬＥＳＰ．ＰｒｏｃｅｓｓＶａｒｉａｔｉｏｎ

ＡｗａｒｅＭｕｌｔｉｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅＴｅｓｔＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ［Ｃ］．ＶＬＳＩ

Ｄｅｓｉｇｎａｎｄ２０１４１３ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎ

Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ， ２０１４ ２７ｔｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎ．ＩＥＥＥ，２０１４：３２３７．

［２］　 ＨＥＺ，ＰＥＮＧＺ，ＥＬＥＳＰ．Ｍｕｌｔｉｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｔｅｓｔｉｎｇ

ｆｏｒｃｏｒｅｂａｓｅｄｓｙｓｔｅｍｏｎｃｈｉｐ［Ｃ］．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｄｅｓｉｇｎ，Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｔｅｓｔｉｎ

Ｅｕｒｏｐｅ． Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，２０１０：２０８２１３．

［３］　 ÜÖ

，
ÓßÖ

，
Ô(

，
;．À�t�'@３Ｄ�)A�

A)î#.ÿí�B

［Ｊ］．!"#$ý/~Úä

，

２０１２，２６（７）：５９１５９６．

［４］　 ＭＡＲＩＮＩＳＳＥＮＥＪ，ＶＥＲＢＲＥＥＪ，ＫＯＮＩＪＮＥＮＢＵ

ＲＧ Ｍ． Ａ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ ａｎｄ ｓｃａｌａｂｌｅ ｔｅｓｔ ａｃｃｅｓｓ

ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅｆｏｒＴＳＶｂａｓｅｄ３ＤｓｔａｃｋｅｄＩＣｓ［Ｃ］．ＶＬＳＩ

ＴｅｓｔＳｙｍｐｏｓｉｕｍ （ＶＴＳ），２０１０２８ｔｈ．ＩＥＥＥ，２０１０：

２６９２７４．

［５］　 `|Ó

，
ÞÒ;

，
_Ö

，
;．G½�@ＳｏＣX<H³#

.ÿíAB

［Ｊ］．/~/lÚä

，２０１４，３５（４）：９４８９５３．

［６］　 ＹＡＯＣ，ＳＡＬＵＪＡＫＫ，ＲＡＭＡＮＡＴＨＡＮＰ．Ｔｈｅ

ｒｍａｌａｗａｒｅｔｅｓｔｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇｕｓｉｎｇｏｎｃｈｉｐｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ｓｅｎｓｏｒｓ［Ｃ］．ＶＬＳＩＤｅｓｉｇｎ（ＶＬＳＩＤｅｓｉｇｎ），２０１１２４ｔｈ

ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎ．ＩＥＥＥ，２０１１：３７６３８１．

［７］　 ＡＧＨＡＥＥＮ，ＰＥＮＧＺ，ＥＬＥＳＰ．Ａｄａｐｔｉｖｅｔｅｍｐｅ

ｒａｔｕｒｅａｗａｒｅＳｏＣｔｅｓｔｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓ

ｖａｒｉａｔｉｏｎ［Ｃ］．ＤｉｇｉｔａｌＳｙｓｔｅｍ Ｄｅｓｉｇｎ （ＤＳＤ），２０１１

１４ｔｈ Ｅｕｒｏｍｉｃｒｏ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ． ＩＥＥＥ， ２０１１：

１９７２０４．

［８］　 ＡＧＨＡＥＥＧＮ，ＰＥＮＧＺ，ＥＬＥＳＰ．Ｐｒｏｃｅｓｓｖａｒｉ

ａｔｉｏｎａｎｄｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｗａｒｅＳｏＣｔｅｓｔｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ

ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ［Ｃ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＴｅｓｔｉｎｇ，２０１３，

２９（４）：４４９５２０．

［９］　 ð��

，
õZ%

，
ÜÕ«．H³ＳＯＣ#.89@=>

QDn{ ＮＳＧＡⅡZï

［Ｊ］．åö!"#$%&

，

２０１４，３３（７）：３２３５．

［１０］　À*A．fy��OT@ＳｏＣ�À�#.%&î

ï

［Ｄ］．ª[

：
ª[Ù�sÚ

，２０１１．

［１１］　ó\

，
�÷

，
ðÀ

，
;．Ö�G$t�'@３ＤＩＣｓÿ

í# . ü ! A B

［Ｊ］．~ Ú % & ý Ù _

，２０１４，

１４（３１）：２５２２５５．

]^_`

��

，１９７９*1�

，
���

，
éö�

。
jIîïAXR

ùêó#?{nk

。

���

，１９７１*1�

，
o÷

。
jIîïAXRùêó

#?{nk

。

·０７·




